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Aufgabenstellung für eine Bachelor-/Masterarbeit 
 

Thema: 
Messtechnische Charakterisierung von multispektralen Filter-On-Chip 
CMOS-Sensoren 
 

   
Um eine parallele Erfassung von 
geometrischen und spektrometrischen 
Informationen mit der Aufnahme von 
einem Bild zu realisieren, existieren 
sogenannte multispektrale Filter-On-
Chip (mFOC) CMOS-Sensoren. Diese 
Sensoren zeichnen sich dadurch aus, 
dass spektralselektive Filter in einer 
sich über die gesamte Sensorfläche in x- 
und y-Richtung wiederholenden Matrix 
auf den CMOS-Sensor Pixeln 
aufgebracht sind. Aktuelle am Markt 
verfügbare Sensoren arbeiten mit 4, 9, 
16 oder 25 unterschiedlichen 
spektralselektiven Filtern. Die in der 
sich wiederholenden Filtermatrix auf 
den Pixeln aufgebrachten spektral-selektiven Filter funktionieren nach dem Fabry-Pérot Filterprinzip. 
Dabei bestimmt die Resonatorlänge des aufgebrachten Filters dessen spektrale Empfindlichkeit. Im 
Rahmen einer Bachelor-/Masterarbeit sind diese neuartigen Sensoren ausführlich messtechnisch zu 
charakterisieren. Dafür soll ein Messaufbau für die reproduzierbare Inbetriebnahme und 
messtechnische Charakterisierung erarbeitet werden und damit verschiedene mFOC CMOS-Sensoren 
für unterschiedliche Wellenlängenbereiche ausführlich charakterisiert werden. Folgende 
sensorspezifische Eigenschaften sind messtechnisch für diese neuartigen Sensoren zu evaluieren: 
spektrale Empfindlichkeit; Sättigung; Linearität; Rauschverhalten (zeitliches Rauschen, 
Photonenrauschen, Dunkelrauschen/Dunkelstrom, Ausleserauschen, Quantisierungsrauschen); 
Dynamik/Dynamikumfang; Artefakte (Badpixel, Hotpixel und Übersprechen); Homogenität (Fixed 
Pattern Noise, PRNU, DSNU); Temperaturverhalten. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Einarbeitung in die sogenannte Multi-/Hyperspektralbildverarbeitung 

 Aufbau und Inbetriebnahme eines Messaufbaus für die Sensorcharakterisierung 

 Anwendung von Methoden und Verfahren für die messtechnische Charakterisierung von 
Kameras nach EMVA 1288 

 messtechnische Evaluierung von ausgewählten FOC CMOS-Sensoren 

 Dokumentation und Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse 
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